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ConfiguraSon	  :	  	  
24	  APVs	  //	  2	  FECs	  
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24	  APVs	  //	  2	  FECs	  
Prototype	  GE1/1-‐NS2	  n°3	  	  	  
@	  3500	  V	  //	  656	  uA	  
Xray/Trigger	  Rate	  about	  
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24	  APVs	  //	  2	  FECs	  
Prototype	  GE1/1-‐NS2	  n°3	  	  	  
@	  3500	  V	  //	  656	  uA	  
Xray/Trigger	  Rate	  about	  
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Prototype	  GE1/1-‐NS2	  n°3	  	  	  
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Xray/Trigger	  Rate	  about	  
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Some	  Other	  InformaSon	  
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Gain	  Uniformity	  Test	  2.0	  	  
HAS	  TO	  BE	  UNDERSTOOD	  
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Gain	  Uniformity	  Test	  2.0	  	  
HAS	  TO	  BE	  UNDERSTOOD	  

Charge	  VS	  Cluster	  Size	  

Charge	  VS	  Cluster	  Size	  

SaturaSon	  effects	  ?	  
Gain	  :	  2000	  
(very	  big	  cluster	  size)	  

SaturaSon	  ?	  
Gain	  :	  1000	  
Reduced	  noise	  

Noise	  ?	  Cosmics	  ?	  



Gain	  Uniformity	  Test	  2.0	  	  
HAS	  TO	  BE	  UNDERSTOOD	  

APV	  needs	  :	  
•  Low	  amount	  of	  charges	  on	  the	  readout	  (saturaSon)	  	  	  à	  lower	  Gain	  
•  Good	  external	  trigger	  signal	  (good	  energy	  spectrum)	  à	  higher	  Gain	  
	  
Changing	  the	  inducSon	  field	  we	  expect:	  
•  Lower	  the	  charge	  collected	  on	  the	  readout.	  
AND	  
•  Increase	  the	  signal	  on	  the	  boJom	  of	  the	  last	  GEM.	  

-‐  10x10	  triple	  GEM	  
-‐  Fe55	  source	  (shuJer)	  
-‐  Monitoring	  :	  

-‐  Readout	  current	  
-‐  GEM	  current	  
-‐  Signals	  amplitude	  
-‐  Energy	  spectra	  



Gain	  Uniformity	  Test	  2.0	  	  
HAS	  TO	  BE	  UNDERSTOOD	  
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Signal	  Amplitude	  VS	  InducSon	  Field	  :	  
	  
-‐  Higher	  signal	  on	  the	  boJom	  of	  the	  GEM	  
-‐  Same	  behaviour	  changing	  the	  field	  

Fe55	  Main	  Peak	  PosiSon	  VS	  InducSon	  Field	  :	  
	  
-‐  Can	  disSnguish	  the	  Peak	  only	  at	  3kV/cm	  
-‐  GEM	  and	  Readout	  follow	  the	  same	  shape	  
	  	  
	  As	  a	  conclusion	  (?)	  :	  
	  
The	  signal	  on	  the	  GEM	  is	  quite	  complex	  and	  
does	  not	  behave	  as	  expected…	  
	  
à	  Cannot	  realy	  improve	  the	  setup	  
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Gain	  Uniformity	  Test	  2.0	  	  
Conclusion	  

Good/Bad	  Points	  :	  	  
	  
-‐	  	  	  	  Uniform	  Measurement	  (	  No	  effects	  from	  external	  parameters	  fluctuaSons	  )	  
-‐  Provides	  a	  precise	  map	  of	  the	  large	  detector	  (	  in	  terms	  of	  gain,	  energy	  resoluSon)	  	  
-‐  Gives	  the	  gain	  variaSon	  versus	  Sme	  (	  and	  external	  parameters)	  
-‐  Fast	  (	  1	  day	  taking	  data	  //	  1	  day	  analysing	  )	  
	  
	  
	  
-‐  Complex	  setup	  which	  needs	  Sme	  and/or	  experience	  
-‐  Needs	  good	  knowledge	  of	  DATE/Amore	  computer	  system	  
-‐  Needs	  half/full	  day	  to	  prepare	  a	  large	  detector	  
-‐  AMOUNT	  OF	  DATA	  :	  	  

	  Common	  trigger	  for	  all	  the	  chips	  -‐>	  only	  few	  good	  events	  recorded	  by	  each	  APV	  
	  No	  Zero-‐Suppression	  in	  the	  current	  firmware	  -‐>	  300K	  events	  is	  about	  50	  Gb	  

-‐	  	  	  SaturaSon	  effects	  ?	  
	  	  

Thank	  you	  


